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(54)【発明の名称】 ディスプレィ装置を校正して及び時間にわたってそれらの効率で自動的に減失を補償するための

方法及び器具

(57)【要約】
有機ＬＥＤディスプレィは、表示マトリックス全体の放
出光の年数に依存して非均一性を生じることに弱い。従
って、このような非均一性を急速に及び正確に修正する
ことが必要である。放出光の減衰が指数の法則に追従す
ると、光出力の変化は累算（すなわち数字の集積化）を
実行して予測されることができる。経過時間の間の各々
の個々のピクセルのための駆動電流は、予測された変化
をベースにして、駆動電流は、各ピクセルに対して調整
され、減衰を補償する。他の非均一性の修正も、光検出
器を異なる一個のピクセル又は同じグループから放出す
る光を測定するために配置することによって説明する。
そのサイズは、Ｘ、Ｙ、Ｚ軸の光検出器の適切な配置に
よって段階的に徐々に大きくなり、非均一性が各ステッ
プで修正される。
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【特許請求の範囲】

    【請求項１】  有機光放射表示デバイスによる、光出力での非均一性を修正

するための方法であって、前記デバイスは、複数のアドレス指定可能な離散的な

ピクチャーエレメント（ピクセル）を含み、各々の前記ピクセルは駆動電流によ

って駆動され、各々のピクセルは光出力を有し、駆動電流の関数であり、前記方

法は、

ａ）前記ピクセルの各々に対して、前記ピクセルの各々に対して経過時間の間の

駆動電流を累算することによって前記複数のピクセルの各々のための光出力での

変化を予測すること、

ｂ）光出力での予測された変化をベースに、前記駆動電流の対応した変化を計算

することによって、前記複数のピクセルの各々の前記光出力での前記変化を補償

すること、及び前記ピクセルの各々のために前記駆動電流での前記変化を適用す

ること、を含む方法。

  【請求項２】  前記複数のピクセルの各々の光出力で、前記変化に対して補償

するステップが更に、

ａ）第１番目に、前記ピクセルの各々に対して第一の駆動電流及び対応した第一

の光効率を測定すること、

ｂ）前記第１番目と第２番目との間で、前記ピクセルの各々に適用される駆動電

流の関数として、第２番目に前記ピクセルの各々のための第二の光効率を計算す

ること、及び

ｃ）第一と第二の光効率の比に比例したファクタによって前記ピクセルの各々に

対して前記第一の駆動電流を変えること、を含む請求項１に記載の方法。

  【請求項３】  前記複数のピクセルの各々の光出力の、前記変化に対して補償

するステップが

ａ）前記ピクセルの各々に対して初めの駆動電流Ｉ0及び減衰ファクタτ0を識別

すること、

ｂ）第１番目の時間ｔN-1での前記ピクセルの各々に対する第一の駆動電流ＩN-1

を識別すること、

ｃ）第二番目の時間ｔNで駆動電流ＩNを適用することによる前記複数のピクセル
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の各々に対する光出力での前記変化を、

【式１】

になるように補償すること、を含み

ΔｔN-1は、前記ピクセルの各々が駆動電流ＩN-1によって駆動される期間を表示

する請求項１に記載の方法。

  【請求項４】  光出力で前記変化を予測するステップが、一様なデバイス光出

力の初めの状態を確立することを更に含み、前記複数のピクセルの各々は、初め

の駆動電流によって駆動され、前記ピクセルの各々が実質的に前記複数のピクセ

ルの全てと同じものである所望の光出力を提供するようになっている請求項１～

３の何れか１項記載の方法。

  【請求項５】  前記初めの状態を確立するステップが、

ａ）所望の光出力に対応した駆動電流で前記複数のピクセル各々を駆動するステ

ップと、

ｂ）前記複数のピクセルを、第一の複数ピクセル・アレイにサブ分割するステッ

プであって、前記第一のピクセル・アレイの各々が複数のピクセルより少しのピ

クセルを有しているステップと、

ｃ）光検出器デバイスで前記第一の複数のピクセル・アレイの各々での前記駆動

されたピクセルの光出力を観察し、前記第一のピクセル・アレイの各々で前記ピ

クセルの各々に対して駆動電流を調整し、第一の複数のピクセル・アレイで、各

々のピクセルに対して実質的に同じ光検出器出力信号を生成するステップと、

ｄ）前記複数のピクセルを、各々前記第一のピクセル・アレイのうちの１つ以上

を含む前記第二の複数のアレイへサブ分割するステップと、

ｅ）光検出器で前記第二のアレイの各々の光出力を観察し、前記第一のピクセル

・アレイの各々に対して駆動電流を調整し、第二のピクセル・アレイの各々は、

前記第二の複数のアレイの第一のピクセル・アレイの各々に対して、実質的に同

じ光検出器出力信号を生成するようになっているステップと、

ｆ）ステップ（ｄ）及び（ｅ）を少なくとも１以上繰り返し、前記ピクセル・ア
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レイの前記ピクセルの数が複数のピクセルに等しくなるまで各ピクセル・アレイ

でピクセルの数を増加させるステップと、を更に含む請求項４記載の方法。

  【請求項６】  前記複数ピクセルが表示エリアを定義し、前記ピクセル・アレ

イの各々が前記ディスプレィのサブエリアを定義しているピクセルのサブアレイ

を含む請求項５記載の方法。

  【請求項７】  複数のピクセルは、ロー及びカラムを含んでいるアレイを形成

し、以下の通りの前記初めの状態を確立するステップが更に、

ａ）各々同じ駆動電流を有する前記複数のピクセルを駆動するステップと、

ｂ）ピクセルの前記アレイのローに沿ったピクセルの複数の隣接の第一のサブア

レイへの前記複数のピクセルをサブ分割するステップであって、該サブアレイが

ピクセルの前記アレイのローより少しのピクセルを含んでいるステップと、

ｃ）ＣＣＤディテクタ・デバイスで、前記アレイの各々のローに沿った前記第一

の複数のピクセル・サブアレイの各々での前記駆動されたピクセルの光出力を観

察し、実質的に同じＣＣＤ出力を生成するために前記第一の複数のピクセル・サ

ブアレイの各々で前記ピクセルの各々のために駆動電流を調整するステップを更

に含む請求項４記載の方法。

  【請求項８】  光検出器を使用して、各個に調整可能な離散的な発光デバイス

（ピクセル）のアレイを含むディスプレィデバイスを校正する方法であって、

ａ）ピクセルの第一数を有する第一のレベル・サブアレイを形成する前記光検出

器で第一の前記表示素子アレイのエリアを観察し、所望の光出力に前記第一のサ

ブアレイ内の前記ピクセルの各々を調整するステップと、

ｂ）前記光検出器で第一のレベル第二のサブアレイを形成する第二のエリアを観

察し、所望の光出力に前記第二のサブアレイ内の前記ピクセルの各々を調整する

ステップと、

ｃ）ステップ（ａ）～（ｂ）を表示ピクセルの全てが所望の光出力に調整される

まで繰り返すステップと、

ｄ）複数の前記第一のレベル・サブアレイを含む素子アレイの前記光検出器もう

１つの第一のエリアを観察し第二のレベル・サブアレイを形成するステップと、

ｅ）前記第二のレベル・サブアレイの前記第一のレベル・サブアレイの各ユニッ
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トが、各々一般の光出力を有するように調整するステップと、

ｆ）前記光検出器で、他の複数の前記第一のレベル・サブアレイを含んでいる第

二レベル・サブアレイを観察し、他の第二のレベル・サブアレイを形成するステ

ップと、

ｇ）前記他の第二のレベル・サブアレイの前記第一のレベル・サブアレイの各ユ

ニットが、各々一般の光出力を有するように調整するステップと、

ｈ）ステップ（ｅ）から（ｇ）を、表示第一のレベル・サブアレイの全てが、一

般の出力を有するために調整されるまで繰り返すステップと、

ｉ）それぞれより大きいサブアレイでステップ（ｄ）から（ｈ）を繰り返すステ

ップと、を含む表示デバイスを校正する方法。

  【請求項９】  有機光放射ディスプレィデバイスによって光出力で非均一性を

修正するためのシステムであって、前記デバイスは、複数のアドレス指定可能な

離散的なピクチャーエレメント（ピクセル）を含み、該システムは更に、

ａ）前記経過時間の間、前記ピクセルの各々に対して前記ピクセルの各々のため

に駆動電流を累積するための手段と、

ｂ）修正された駆動電流を計算するための、前記累算している手段と関連する手

段と、

ｂ）前記修正された電流を前記複数のピクセルの各々に適用するための手段とを

含むシステム。

  【請求項１０】  前記修正された電流を計算するための手段は、第一の現在の

電流値ＩN-1を含む入力を受信するための手段を含み、値は、ＩN-1ΔｔN-1／Ｉ0

τ0及び出力電流値を生成するために、

【式２】

（ここでＩNは修正された駆動現在の設定値である）を表す請求項９記載のシス

テム。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

  この特許出願は、２０００年２月２２日に出願したアメリカ仮出願番号６０／

１８３，９５０の優先権の利益を主張する。

      【０００２】

  【発明の背景】

  本発明は、電子ディスプレィデバイスを校正及び補償することに関し、特に有

機の発光素子（ＯＬＥＤ）を含むディスプレィのディスプレィ出力の均一性を自

動的に維持するための方法及びシステムに関する。

      【０００３】

  【関連した技術の説明】

  有機の発光素子（「ＯＬＥＤｓ」）は、ほぼ２０年間既知である。全てのＯＬ

ＥＤｓは、同じ一般法則で機能する。有機材料を半導する１つ以上の層が、２つ

の電極にはさまれる。電流はデバイスに適用される。そして、負に帯電した電子

が陰極から有機材料に移動するようになる。正電荷（一般的ホールと呼ばれる）

は陽極から移動する。正及び負電荷は、センタ層（すなわち半導体有機材料）で

合って、結合して光子を作り出す。光子の波長（及び従って色）は、光子が発生

されること有機材料の電子的特性に依存する。

      【０００４】

  ＯＬＥＤデバイスから放射される光の色は、有機材料の選択によって制御され

ることができる。白色光は、同時に青い、赤い及び緑のライトを発生させること

によって作り出される。具体的には、特定の構造によって放射されるライトの正

確なカラーは、ドーパントの選択と同様に、有機材料の選択によって、両方とも

制御されることができる。

      【０００５】

  代表的なＯＬＥＤで、電極のうちの１つは透過性で、陰極は低い仕事関数材料

から造られる。ホールは、有機材料に高仕事関数陽極材料から注入されることが

できる。一般的に、デバイスは２～３０ボルトの直流バイアスを有する動作する

。フィルムは、蒸着、スピンコーテング又は他の適切なポリマー薄皮－成形技術
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又は化学薬品セルフアセンブリによって形成されることができる。厚さは、通常

約１～２０００オングストロームの範囲の数モノレイヤーである。

      【０００６】

  電流モードで動作したとき、ＯＬＥＤｓは一般的に最良に機能する。ライト出

力はずっと安定であり、デバイスのグレースケールは定電流駆動のための定常的

な電圧駆動に対して制御容易である。これは多くの他の表示技術と対照的で、そ

れは電圧モードで一般的に動作される。ＯＬＥＤ技術を使用したアクティブマト

リックスデバイスは、従って、動作の電流モードを提供することを特性ピクチャ

ーエレメント（ピクセル）アーキテクチャに要求する。

      【０００７】

  商業上有効なＯＬＥＤは、代表的な部屋周囲状況での表示のための十分な明度

のライト出力を提供しなければならないだけでなく、全部の表示領域を横切って

一様なディスプレィを提供しなければならない。これが意味するものは、ディス

プレィを含むＯＬＥＤピクセルの各々が駆動されることであり、それら全てが所

定の入力信号のために同じ明るい出力を作り出すようになっている。ディスプレ

ィでの変異の視界は、下のイメージで表示される空間周波数及び変動する空間周

波数に依存する。例えば、高空間周波数内容を有するイメージでは、比較的大き

いエラーが許容される。更に、全体のディスプレィを横切って徐々に発生する変

動等の、低い空間周波数内容を示す比較的大きいエラーが許容されることができ

る。２％ものこの型のエラーは、普通のビューワにはわずかだろう。しかし、ピ

クセル－ツー－ピクセルエラーは、１％未満に望ましくは保たれる。従って、大

部分の用途のために、個々のピクセルの出力を、等しいか又は約０．８％以下で

グレースケール変動を制御することは望ましい。ここで使用されるように、用語

「ピクチャーエレメント」及び「ピクセル」は、一個の光放射ポイント及び一群

の接近して離隔配置された光放射ポイントを示す。

      【０００８】

  ピクセル化したディスプレィ装置での非均一性は、製造の非均一性によるだろ

う。そして同じ駆動電流のためにわずかに異なる光出力を有するピクセル、及び

ピクセルの経年変化のために非均一性をもたらす。非均一性の第一の型は、第一
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の補正係数の適用で修正されるだろう。そしてそれは、メモリで記憶され、ピク

セルを駆動する前に各々のピクセルの駆動信号に適用される。しかし、第二の型

は、その存続期間の間、ディスプレィ装置の継続した再校正を要求し、ピクセル

出力均一性での変化を決定することをする。このようなプロセスは、費用のかか

るだけでなく、しばしば非実用的でもある。

      【０００９】

  ＯＬＥＤに基づくディスプレィは特に現像時間従属均一性変化に脆い。例えば

、ディスプレィは、２．５ｍＡ／ｃｍ2の一定の電流密度及び初めの約１００時

間のバーンインの後操作される。ＯＬＥＤの光出力は、３０００時間の操作の後

、１５０ｃｄ／ｍ2から１１０ｃｄ／ｍ2まで減衰し、そこで、動作電圧は３．１

から４．１ボルトまで増加させる。ピクセルの光源効率はそれが作り出す光の全

量で異なるので、ディスプレィでの隣接のピクセルは違ってエージングするだろ

う。従って、最初に校正された一様なディスプレィは時間にわたって不均一性を

生じるだろう。そして、それは各々のピクセルの駆動ヒストリに依存する。これ

らの不均一性は、一様なディスプレィを維持するために、周期的な光の校正を要

求するだろう。他の型の発光型表示及び伝達するディスプレィが、また、ピクセ

ルの活性化で長期の相違のために非均一性を生じるだろう。例えば、初めの入力

面のイメージが、コンピュータ・モニタが長期にわたる期間に対して使用されな

いとき表示され、例えば、一晩又は数ヶ月、全てのイメージ・ピクセルが一様な

価値でなければならないように駆動されるときでも、そのイメージはディスプレ

ィ装置の上で持続するだろう。この種の持続的なイメージは、陰極線管、分野－

発光型表示、電界発光ディスプレィ及び液晶ディスプレィに起こるだろう。

      【００１０】

  その上、ディスプレィが一様かどうかについて決定することは、常に容易な命

題でない。前に定まっていたように、最高の条件で、オブザーバはわずか０．８

％以上の強度変動を検出することができるだけだからである。その寿命の間、最

初に校正されたディスプレィの非均一性をもたらす急速に及び正確に修正する方

法だけでなく、実施するのが簡単な態様で、ビジュアル観測によって提供される

精度よりも良い精度を有する、このような均一性を測る方法が必要である。
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      【００１１】

  【発明の概要】

  本発明は、方法及び関連システムで具体化され、それは、開始測定レベルから

始まる各々のピクセルの光出力効率での減衰を計算して予測するものであり、各

々のピクセルに適用される実際の一体型駆動電流に基づいて、それは、各々のピ

クセルのために次の駆動電流に適用される修正係数を生じる。

      【００１２】

  発明の１つの例示的な実施形態で、計算は、前の周期の場合のように同じ出力

を作り出すために存在する周期で必要とされる電流を予測する次の方程式に基づ

く。

【式３】

この例では、Ｉ0は最初の状態であり、τ0は対応する遅延時間である。そして、

それは初めの「バーンイン」インターバルの間測定されるだろう。Ｉ0の値は、

バーンインインターバルの後、好ましくは決定され、例えば、ＣＣＤカメラを使

用したＯＬＥＤパネルの光出力の校正の後、ＯＬＥＤパネルの光出力で指示的出

力信号を提供し、それは、実質的にディスプレィパネルの各々の個々のピクセル

及び実質的に全部のパネルにわたる定数と同じものである。

      【００１３】

  本発明の例示的な他の実施形態で、計算はイメージ・ピクセルの瞬間的な電圧

電流特性に基づく。所定の電流を作り出すために必要なピクセルを全体の電圧で

の差は、測定されて、記憶された値のテーブルを割出すために使用され、記憶さ

れた値は、表示されたピクセルで所望の明るさを提供する電流レベルを示す。

      【００１４】

  本発明も、複数のアドレス指定可能な離散的なピクチャーエレメント（ピクセ

ル）を含む電子ディスプレィデバイスの光出力で、非均一性を修正するシステム

を提供し、ピクセルの各々は駆動電流によって駆動され、各々のピクセルは駆動

電流の関数である光出力を有している。システムは、以下を含む。
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ａ）経過時間の間、ピクセルの各々のために駆動電流を統合するアキュムレータ

、

ｂ）修正された駆動電流を計算するために統合された電流値に反応する回路、

ｂ）修正された電流を複数のピクセルの各々に適用するための修正装置。

      【００１５】

  本発明は、更に、一個放射感知装置でありうる放射線センサを使用し、又は放

射感知装置の配列を含んでいるカメラを使用し、各個に調整可能な離散的なピク

チャーエレメント（ピクセル）の配列を含むディスプレィデバイスを校正する方

法を提供する。該方法は、

ａ）放射線センサで、第１の数のピクセルを含む第一レベルのサブアレイを形成

するディスプレイデバイスアレイの第一のエリアを観察し、各々所望の光出力へ

の第一のサブアレイ内のピクセルを調整すること、

ｂ）放射線センサで第一のレベルの第二のサブアレイを形成している第二のエリ

アを観察し、所望の光出力に第二のサブアレイ内のピクセルの各々を再び調整す

ること、

ｃ）ステップ（ａ）及び（ｂ）を、ディスプレィピクセルが所望の出力に調整さ

れるまで繰り返すこと、を含む。

      【００１６】

  本発明の１つの見地によると、該方法は以下のステップを更に含む。

ｄ）放射線センサで、複数の第一のレベル・サブアレイを含むデバイスアレイの

他のエリアを観察し、第二のレベル・サブアレイを形成すること、

ｅ）ユニットとして、所望の出力に、第二のレベル・サブアレイの第一のレベル

・サブアレイを調整すること、

ｆ）放射線センサで、複数の第一のレベル・サブアレイを含んでいる第二の他の

レベル・サブアレイを観察し、他の第二のレベル・サブアレイを形成すること、

ｇ）各ユニットとして、所望の出力に、他の第二のレベル・サブアレイでの第一

のレベル・サブアレイを調整すること、

ｈ）ディスプレィ第一のレベル・サブアレイの全てが所望の出力に調整されるま

で、ステップ（ｅ）から（ｇ）を繰り返すこと、
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ｉ）連続してより大きいサブアレイで、ディスプレイアレイのサイズにサブアレ

イが到達するまでステップ（ｅ）から（ｈ）まで繰り返すこと。

      【００１７】

  添付の図面と関連して読みとると、本発明は以下の詳細な説明にから最もよく

理解される。一般の慣例によれば、図面の種々の特徴が共通の尺度を持つことに

なっていないことが強調され、むしろ、種々の特徴の面積は、明確のために任意

に拡大されるか減少される。

      【００１８】

  【例示的な実施形態の説明】

  以下の詳細な説明を通して、同じ参照文字は、図面の全ての図で同じ部材を言

う。

      【００１９】

  ＯＬＥＤデバイスが定電流レベルで駆動されるときでも、ＯＬＥＤデバイスの

効率は時間にわたって減衰する。例えば、１００時間の初めの「バーンイン」時

間以後の２．５ｍＡ／ｃｍ2（平方センチメートルごとのミリアンペア）の一定

の電流密度レベルで、ＯＬＥＤ光出力は、３０００運転時間にわたって約１５０

ｃｄ／ｍ2（平方メートルごとのカンデラ）から約１１０ｃｄ／ｍ2まで減衰する

。同時に、動作電圧は３．１ボルトから４．１ボルトまで増加する。従って、Ｏ

ＬＥＤデバイスに実質的に一定の電流を提供する時間にわたり、ＩＶ転位に対し

て補償する回路によって駆動されるときでも、ディスプレィは、ディスプレィの

各々のピクセルが駆動された時間の量及び温度に依存する非均一性を生じる。

      【００２０】

  図１は、一定の電流密度に対する動作時間の関数としての、ＯＬＥＤ出力強度

で代表的な変化の簡略グラフ表示を示す（ラベルＩのついたカーブ）。１００～

２００時間の「バーンイン」期間後、ほぼ、強度変化は、指数の減衰曲線（ラベ

ルＩＩがついたカーブ）の一般的な形に追従する。図１も、電圧（ラベルＩＩＩ

がついたカーブ）での対応した増加が一定の電流密度を作り出す必要があったこ

とを示す。再びバーンイン期間の後、電圧曲線は、一般に指数関数減衰（ラベル

ＩＶがついたカーブ）に逆比例する。
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      【００２１】

  全てのＯＬＥＤピクセルの全ての時間「ｔ」、輝度「Ｌ」は、ピクセルで電流

（Ｉ）にほぼ比例する方程式（１）で明らかにされる。

【式４】

Ｌはピクセルの輝度を表示し、τは、電流を変換する際のピクセル効率を表示し

、「Ｉ」は光放射材料を通り抜ける電流を表示する。時間の関数としての効率は

、指数的に減衰している曲線に接近されるだろう。減衰率は、発光素子を通る全

荷電数に比例してセットされると、方程式（２）で示される、効率及び電流の間

の、時間の関数としての関係が得られる。

【式５】

ここで、τ0は初めの効率であり、Ｉ0は初めの電流であり、Ｉ0τ0はデバイスの

残光特性を表示する。効率減衰は、正確な指数曲線でない。特に、Ｉ0τ0は、ま

た、時間の関数であり、その変化率は、操作の第一の数百時間以後より小さくな

る。時間にわたる、より良いＯＬＥＤ動作のモデル化のために、τ0が初めの「

バーンイン」周期の後の、ｔ＝１００から２００時間までで定義されることが望

ましい。

      【００２２】

  本発明の例示的な実施形態で、ディスプレィデバイスは、１０時間ディスプレ

ィデバイスで一定の電流密度を全てのピクセルに適用することによりバーンイン

される。それから、ピクセルの全てのために電流時間曲線のそれぞれのこう配を

決定するために９０時間デバイスをモニタする。代替えとして、ディスプレィは

、他の手段によって「バーンイン」されてもよい。例えば、所定の期間のために

高い温度で制御された環境でディスプレィを置き、それから、より短い期間（例

えば１０時間）ディスプレィで所定の電流密度を各々のピクセルに適用すること

によって、電流時間曲線のこう配を決定する。
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      【００２３】

  本発明の代替実施形態を、図９に関して以下に説明する。所望の電流を作り出

すために必要なピクセルにわたる電圧での瞬間的な変化は、所望の輝度レベルを

作り出すために必要な修正を決定するために使用されるだろう。この実施形態は

、各々のピクセルのために特性電流－電圧曲線を使用する。この曲線は、例えば

、バーンイン期間の間、デバイスの電圧電流特性をモニタすることによって決定

されるだろう。

      【００２４】

  ＯＬＥＤディスプレィデバイスの効率の減衰のこれらのモデルは、修正プロセ

スの実現を可能にする。それによって、電流はリクエストされた光出力レベルを

得る各々のピクセルに適用し、リクエストされたピクセル出力信号だけでなくピ

クセルの先のヒストリの関数にもなる。先のヒストリは、先のピクセル・ヒスト

リに基づく各々のピクセルの効率で予測して及び変化を補償するために使用され

、方程式（３）によって説明されるように、より一様な出力をそれによって得る

。

【式６】

方程式（３）に方程式（２）を置換すると、方程式（４）になる。

【式７】

言い換えると、全ての周期Ｎの間の駆動電流も、累算された電流の関数として表

されることができる。方程式（５）により、すぐ前の周期Ｎ－１の間決定される

。

【式８】

ΔｔN-1はＯＬＥＤピクセルが電流ＩN-1によって駆動される期間である。
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      【００２５】

  図２は、先に述べたように動作する電流修正システムを含むディスプレィシス

テム１００のブロックダイヤグラムを示す。図２で示すようにシステム１００は

３つのＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）１２、２０及び１５を含む。３つの異

なったメモリとして示されるが、３つのメモリは、もちろん一個実メモリの部分

であることもでき、３つの物理的に異なったメモリであることもできる。メモリ

１２は、時分割（ΔｔN）グレースケール信号、好ましくは、ＯＬＥＤディスプ

レィ１０に、８つか１０のビット信号を提供する。ＯＬＥＤディスプレィは、そ

のカラム・ドライバ（図示せず）にパターンＲＡＭ１２によって提供されるデジ

タル量をロードし、駆動電流がディスプレィ１０でアドレス指定を行われたピク

セルに適用される時間を制御する。すなわちピクセルがどんな所定のフレーム・

インターバルででもオンにされるサブフレームである。

      【００２６】

  補償ＲＡＭ２０は、デジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ）１４を介して、ピク

セルのためにＯＬＥＤディスプレィ１０に駆動電流Ｉnを提供する。例えば、Ｏ

ＬＥＤディスプレィ１０のための各カラム・ドライバは、ΔｔNに比例した幅を

有するパルスを提供するデジタル－アナログ変換器（図示せず）を含むだろう。

このパルスは、現在の設定値Ｉnがピクセルに適用される時間を制御する。

      【００２７】

  本発明の例示的な実施形態で、Ｉnの値は、ディスプレィにわたる均一な光照

射を作り出すために各々のピクセルの用意が整っている。グレースケールは、各

々のピクセルが値ΔｔNを使用して照らされる時間を制御することによって達成

される。

      【００２８】

  ＲＡＭ１２及び２０の出力信号は、また、信号ＩNΔｔNを作り出すためにデジ

タルアキュムレータ１６のそれぞれの入力端に適用される。この信号は、ディバ

イダ１７の１つの入力端に適用され、その他の入力端は、ＲＡＭ１５から値Ｉ0

τ0を受信するために接続される。ＲＡＭ１５は、ＯＬＥＤディスプレィデバイ

ス１０で各々のピクセルに対して値Ｉ0τ0（好ましくは８から１０ビット）を保
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持する。この値は、電流が所望の輝度レベルを作り出すためにバーンインインタ

ーバルの終わりにピクセルに適用されることを表す。ディバイダ１７は、出力信

号ＩNΔｔN／Ｉ0τ0を作り出すために値Ｉ0τ0によって信号ＩNΔｔNを分割する

。

      【００２９】

  ブロック１８は、修正プロセス（値ｅｘｐ［ＩNΔｔN／Ｉ0τ0］を計算する指

数計算機）で、他のステップを表示する。上記の計算を実行する異なる方法もあ

る。例えば、システムは、ソフトウェアでブロック１６、１７及び１８で両方の

計算を実行するためにコンピュータを使用するか、又は、特殊目的ディジタルハ

ードウエア又はアナログハードウエアを使用するだろう。発明の例示的な実施形

態は、図３で示されるアナログ回路を使用して、指数操作を実行する。この回路

で、一定値ソース（例えばレジスタ）３３によって提供された一定の量ｑ／ｋＴ

によって、第一の信号ＩNΔｔN／Ｉ0τ0は、ディバイダ３１で分割される。ｑは

クーロンで表す電子のチャージであり、ｋは、ボルツマン定数であり、Ｔはケル

ヴィン度で表す温度である。

      【００３０】

  ディバイダ３１によって提供される出力信号は、可変電圧源３７を駆動するた

めに接続するデジタル－アナログ変換器３５に適用される。電圧源３７は、トラ

ンジスタ３９のエミッタ及びベース電極に接続される。トランジスタ３９のベー

ス電極は、また、所定のベース電流ｉbを受信するために電流源４１に接続する

。エミッタ電極は、比較的正の操作可能パワー（例えば、接地する）のソースに

接続する。この構造で、トランジスタ３９のコレクターで提供される出力信号ｉ

cは、ｅｘｐ［ＩNΔｔN／Ｉ0τ0］に比例する。比例定数はｉbである。発明の例

示的な実施形態で、ｉbは、信号ＩNΔｔN／Ｉ0τ0が有するだろう値の可能な範

囲に良好な指数の曲線を作り出すようにトランジスタ３９をバイアスするために

選択される。

      【００３１】

  トランジスタ３９によって提供される出力信号ｉcは、電流－電圧コンバータ

４３（例えばレジスタ）を使用した電圧に変えられ、それは、トランジスタ３９
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のコレクターと相対的にマイナスの動作している電位（例えばＶ－）のソースと

の間で接続する。コンバータ４３によって提供される電圧出力信号は、アナログ

デジタル変換器４７に適用され、ｅｘｐ［ＩNΔｔN／Ｉ0τ0］に比例する数字の

出力信号を生成する。この信号は図１で示すアキュムレータ１９の１つの入力端

に適用される。アキュムレータの他の入力端は、補償ＲＡＭ２０によって提供さ

れる信号ＩNを受信するために接続される。アキュムレータ１９の出力信号は、

方程式（５）で述べられるように、補償された現在の設定値ＩN+1である値ＩNｅ

ｘｐ［ＩNΔｔN／Ｉ0τ0］である。この値は、それで値ＩNを置き換えるために

補償ＲＡＭ２０に記憶される。

      【００３２】

  アキュムレータ１９によって提供される出力値は、時間にわたって効率のＯＬ

ＥＤ損失（急速な損失又はより徐々の損失である）に対して補償する電流の変化

を表示する。

      【００３３】

  特定のＯＬＥＤの実効率特性に従い、それは、電流調整は、フレームのあらゆ

るフレーム又はあらゆるＭ数を有する発生するだろう。後者の場合、すべての１

つのピクセルに対する電流測定は、Ｍフレーム・インターバルの間、何度か行わ

れ、ＩNΔｔN／Ｉ0τ0の値は、それで測定値の全ての上に平均されるだろう。Ｍ

フレームの後、補償メモリ２０に記憶される調整された電流値は、方程式（６）

によって与えられる。

【式９】

      【００３４】

  図２で示されるシステムは、コントローラ２２によって制御される。それは、

図２及び図３で示されない関数を含むディスプレィシステムの全ての関数を制御

するコンピュータであるだろう。

      【００３５】

  先に言及したように、指数関数減衰は、単に、初めの「バーンイン」時間が経
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過した後、最もよく機能する近似である。このような「バーンイン」時間は、Ｉ

0及びη0の初めの値を決定する。それは、従って、（ａ）ＯＬＥＤの光出力での

非常に急速な減衰が終了しているとき、時間を選択し、（ｂ）一様な初めの出力

を提供するために、システム出力を校正することが重要である。

      【００３６】

  図９は、図２で示される修正システムの代わり、又は、それに加えて使用され

る可能性のある修正システムの代替実施形態である。図９も、値ＶN（ＩN-1）、

ＶN（ＩN）、ηN及びＩNを保持するＲＡＭ９１を含む。メモリ９１も、パターン

ＲＡＭとして値ΔｔNを保持するが、簡潔さのために図９に示さない。マルチプ

レクサ／デジタルアナログコンバータ（ｍｕｘ／ＤＡＣ）９２によって決定され

た電流ＩNがピクセルに適用されると、電圧検知回路９４は、ディスプレィデバ

イス９３に接続され、各々のイメージ・ピクセルを横切って電圧を測定される。

この電圧ＶN（ＩN）は、メモリ９１の１つの部分に、電圧検知回路９４によって

適用される。ｍｕｘ／ＤＡＣ９２、コントローラ９７の制御の下で、また、前の

インターバルＩN-1からピクセルへ電流を適用する。電圧検知回路９４が、前の

時間間隔（すなわちＶN（ＩN-1））に対する電流に応じて、今の時間間隔で作り

出される電圧のために、測定値を決定される。電圧レベルＶN（ＩN-1）は、回路

９５に適用され、値ηNを計算する。値ηNは、今の時間間隔の間、所望の明るさ

を作り出すために必要なカレントレベルを決定するのに使用される。回路９５へ

の第２信号入力は、ピクセルの電圧のための値であり、それは、前の時間間隔（

ＶN-1（ＩN-1））の間、コントローラ９７に反応するメモリ９１によって提供さ

れる。

      【００３７】

  回路９５によって提供される値ηNは、電圧ＶN（ＩN-1）及びＶN-1（ＩN-1）

の間の差であり、言い換えると、電流インターバルの間、及び同じ電流に応じて

先のインターバルの間、ピクセルをわたった電圧での差の関数である。この関数

は、１００時間のバーンインインターバルの後の、図１で示される曲線ＩＶの逆

数に比例である。この関数は、指数関数減衰に接近する。発明の例示的な実施形

態で、回路９５は、各々のピクセルに対してこの関数を有するプリプログラムさ
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れる特殊目的デジタルプロセシング回路（例えばリードオンリーメモリー）であ

る。代替えとして、図２で示すように、回路はアナログ回路であってもよく、又

はブロック９５によって実行される計算がコントローラ９７又は他のメインプロ

セッサーによって実行されるだろう。

      【００３８】

  回路９５によって提供される出力値ηNは、次のインターバルの間、値ηN-1と

して使用するためにメモリ９１、及び電流計算にブロック９６に適用される。電

流計算ブロックは、方程式を使用している現在の時間間隔の間、ディスプレィデ

バイスに適用される電流ＩNを計算する。

【式１０】

ηN-1及びＩN-1の値は、メモリ９１から得られる。その結果の値ＩNは、次の間

の値ＩN-1がインターバルをアップデートするように、使用されるためにメモリ

９１に記憶される。図９で示すように、全てのブロック９１、９２、９４、９５

及び９６は、コントローラ９７によって制御される。所定のピクセルに対して、

コントローラによって図９で示される回路が次のステップを実行するようになる

。１）電流ＩN-1をピクセルに適用する。２）電圧ＶN（ＩN-1）を測定しデジタ

ル化し、ブロック９５を計算に適用する。３）メモリ９１から計算ブロック９５

まで記憶された電圧ＶN-1（ＩN-1）を適用する。４）ηNを計算し、メモリ９１

に及び計算ブロック９６に適用する。５）メモリ９１からηN-1を読みとり、ブ

ロック９６を計算に適用する。６）ＩNを計算し、メモリ９１に及びディスプレ

ィ９３に適用する。７）ＶN（ＩN）を測定し、デジタル化し、メモリ９１に適用

する。

      【００３９】

  加えて、上で述べられるように、図２、３及び９において示される回路によっ

て実行される指数の補正は、近似の補正だけを生む。時間にわたって、個々のピ

クセルの残光特性でのエラーは、分かれるだろう。従って、ディスプレィは均一

光照射を作り出すために定期的に校正される必要があるだろう。
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      【００４０】

  ピクセルの全てが均一光照射であるように駆動される時でさえディスプレィデ

バイスで示される、持続的なイメージを補償するために、放射及び伝達ディスプ

レィの他の型と同様に、定期的にＯＬＥＤディスプレィを再校正することは望ま

しい。先に述べたように、比較的大きいパーセントの時間に対して、一個イメー

ジが表示されるとき、これは発生する。それは、例えば、コンピューターシステ

ムが長い期間のために不活発なとき表示されるデータ入力形式又は他のイメージ

である。

      【００４１】

  ディスプレィデバイスがタイルドディスプレイであるとき、例えば、欠点のあ

るピクセルを修正するために、時々タイルを変えることが必要だろう。タイルを

変えた後に、均一光照射を確実にするために全体のディスプレィを再校正するこ

とは望ましい。

      【００４２】

  このような初めの（又は次の）表示出力キャリブレーションを実行するために

、既知の多くの技術が存在する。イメージ又はディスプレィが最適の距離で見ら

れるとき、人間の目が０．８％のような小さいグレースケール変化を検出するこ

とができることが分かっている。従って、継目なしのタイル張りのディスプレィ

は、各ピクセルは全ディスプレィにわたって１％又はよりよい範囲まで出力のエ

ラーを制限するために正しい電流で駆動されることを要求する。これは、個々の

ピクセル明るさの正確な及び有効な測定値を要求する。

      【００４３】

  例示的なディスプレィデバイスのピクセルの光出力を測定するための方法及び

それによって校正する個々のピクセルはＣＣＤカメラを使用するであろう。ＣＣ

Ｄカメラは、ピクセルからピクセルに正確に比較される測定可能な出力を発生し

、キャリブレーションプロセスを促進する。しかし、ＣＣＤカメラがピクセル化

したディスプレィを校正するために使用されるとき問題がある。個々のディスプ

レィ・ピクセルとＣＣＤカメラの個々の放射線検出器との間の規則的なアレイで

の空所のため、この問題は発生する。２つのイメージが重ねられるとき、キャリ
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ブレーションプロセスがエラーを誘導するモアレパターンを作り出すことが分か

っている。ディスプレィ・ピクセルの数がＣＣＤカメラのイメージャで、ピクセ

ルの数と比較して大きいと、この作用はよりはっきりする。

      【００４４】

  最初の状態を確立するために、ＯＬＥＤディスプレィ又は他のどのピクセル化

したディスプレィを再校正するために、ＣＣＤカメラを使用して意味があるキャ

リブレーションを得るために、２つの方法のうちの１つを使用することが、本発

明によって提案される。放出光を検出するためにＣＣＤカメラか一個ディテクタ

（例えばフォトダイオード）を使用する。

      【００４５】

  以下に説明されるキャリブレーションプロセスを実行するために使用されるだ

ろう例示的な装置の図４Ａは、平面図及び図４Ｂである立面図ある。例示的な装

置は、壁のサイズの継目なしタイル張りのディスプレィのためのものである。例

示的な装置は、ＸＹＺ並進運動ステージ１０２で取り付けられるカメラ３２を含

む。しかし、カメラ３２が一個の光検出器（図示せず）によって置き換えられる

だろうことは、予想される。並進運動ステージ１０２は、カメラ３２が左又は右

に移動するだろう水平軌道３４を含む。水平軌道３６は、水平軌道が上／下を移

動するだろう垂直線軌道３８に接続する。水平軌道３４及び垂直線軌道３８を含

むフレームは、順番に、深さ並進運動軌道３６の上で取り付けられ、ディスプレ

ィシステム１００の方へ又はそこから移動するようになっている。カメラ３２の

並進運動ステージ１０２及び位置の動きは、プロセッサー３０によって制御され

る。発明の例示的な実施形態で、プロセッサー３０も、ＣＣＤカメラ３０の出力

信号を受信してディスプレィシステム１００にデータ・オン・ピクセル電流調整

を提供する。

      【００４６】

  後述する２つのキャリブレーション法で第一のものは、ピラミッド法として言

及される。この方法は、ディスプレィのこれまでに増加しているエリアが一個の

ピクセルとして処理されるソート方法である。従って、５Ａ図で図で示されるよ

うに、最初に、ＣＣＤカメラは、ディスプレィの小さいエリア４２に焦点を合わ
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せられ、ＣＣＤカメラが使用される場合、例えば、４つのピクセル４４、又は、

光検出器は使用される場合一個のピクセルを含む。これらの４つのピクセルの光

出力は、各々所望のピクセルの明るさの値（ＰＢＶ）の要求された１％又はより

良い範囲内にあるように調整される。一個の光検出器が使用される場合、デバイ

スは、光検出器へ一個ピクセルの光の焦点を合わせるためにこの初めのに配置さ

れるだろう。

      【００４７】

  ４つのピクセルの第一のグループをイメージした後に、カメラは次の４つのピ

クセルのイメージを捕獲するために移動し、プロセスは繰り返される。ディスプ

レィの全てが４×４セグメント（又は一個光検出器が使用される場合ピクセル×

ピクセル）で調整されると、カメラは、新しいエリア４８が見られるように、外

へズームし、図５Ｂで示すように、今度は、各々のエリアは、４つのスーパーピ

クセル４６として処理される１６（４）ピクセルを含む。各々のスーパーピクセ

ルの出力は、単一ユニットとして処理され、４つのスーパーピクセルの各々は、

他のスーパーピクセル４６の全ての要求された明るさ変化の限界内のあるように

、調整されている。再び、表示領域の全ては、そのように１６（４）ピクセルグ

ルーピングを使用して調整される。次に、カメラは再びズームされ、スーパーピ

クセルグループ（例えば１６×１６（４×４）スーパーピクセルグループ）の新

しいより大きいエリアを選ぶ。調整されているスーパーピクセルのグループが全

体のイメージに対応するまで、調整プロセスは続く。個々のピクセルレベルで、

各々のピクセルからの光がカメラ３２のピクセルのアレイによりイメージされる

ので、この方法はモアレパターンによるエラーを避ける。カメラが、ズームし、

ディスプレィピクセルとカメラ・ピクセルとの間の１対１の関係により近くなる

と、実行された明るさ調整は、互いに各々のピクセルグループで最も明るいピク

セルを校正するだけである。従って、イメージのモアレパターンは、無視される

。もちろん、一個光検出器が使用されるならば、どんなモアレパターンでも測定

値を妨げることは、ありそうもない。

      【００４８】

  このキャリブレーション操作を図示したフローチャートを、図７で示す。この
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プロセスは、一様な照明レベルでなければならないように、全体のディスプレィ

デバイスを照らすことから始める。次に、ステップ７０で、ディスプレィ１０（

図２で示す）の第一のサブエリアが、イメージされる。ステップ７１で、キャリ

ブレーション・システムは、補償ＲＡＭ２０（図２で示す）で、値を変えて所望

のピクセル明るさ（ＰＢＶ）に、できるだけ近く各々のピクセルの明るさを調整

する。ステップ７２で、プロセスは校正されるサブエリアがディスプレィの最後

のサブエリアであるかどうか決定する。それがそうでないならば、次の隣接のサ

ブエリアのイメージを得るためにカメラを移動するステップ７３へ制御は移行す

る。ステップ７３の後、ステップ７０、７１及び７２は繰り返される。サブエリ

アの全てが校正されるまで、例えば、これらのステップは左右及び上から下まで

全体のディスプレィをスキャンする。

      【００４９】

  ステップ７２が最後のサブエリアが処理されたことを示すとき、カメラがディ

スプレィから除去するステップ７４へ制御が移行する。ステップ７５で、プロセ

スは次の下位レベルから一群のサブエリアのイメージを取り込む。ステップ７６

で、プロセスは、現在イメージされる種々のサブエリアの光出力を等しくするた

めに全体のサブエリアのために現在の設定値を変える。ステップ７７で、プロセ

スはサブエリアの電流グループが全体のイメージにまたがるかどうか決定する。

もしそうでなければ、サブエリアの電流グループがイメージでのこのレベルのサ

ブエリアの最後のグループであるかどうかについて決定するステップ７８への制

御を移行する。これが、サブエリアの最後のグループでない場合、次に、ステッ

プ７９への転送を制御し、それは、サブエリアの次のグループを取り込む位置に

、カメラを移動する。ステップ７９の後、新しくイメージされたサブエリアを等

しくするために、ステップ７５に転送を制御する。

      【００５０】

  テップ７７で、このレベルのサブエリアの最後のグループが、処理された場合

、ステップ７４へ制御を移行し、ディスプレィから除去するカメラを移動する。

それで、次のより高いピラミッドレベルのそのサブエリアは、捕獲及び処理され

ることができる。このプロセスは、イメージされたスパンであるサブエリアまで
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、全体のディスプレィを続ける。これが発生するとき、ステップ７７はキャリブ

レーションプロセスを終了するステップ８０制御を転送する。

      【００５１】

  ピラミッド・キャリブレーション方式の変化を、図６で示す。この変化は、一

個光検出器で容易に実施されることができない。この場合、カメラは、ピクセル

の連続した重複するサブアレイをイメージするためにディスプレィの一次元に沿

って位置がずれる。図６で示される例示的な実施形態で、ピクセル５２を含む第

一のサブアレイ５４を校正した後に、ＣＣＤカメラは、わき道を同じサイズの次

の隣接のサブアレイ５８へ移動する。このプロセスでしかし各々サブエリアの、

最後のピクセル（５６）ロー又はカラムは、それぞれ次のサブアレイの第一のピ

クセル（５６の）ロー又はカラムとして含まれる。残っているロー及び／又はカ

ラムでの各々のピクセルの明るさは、重複するロー又はカラムのピクセルに関し

て所望の限界内にあるように調整される。プロセスは、ディスプレィの全部のア

レイの１つの走査の後、止まるだろう、又はプロセスは、以前に説明された方法

に関して、スーパーピクセルとして、次第により大きいサブアレイを使用するだ

ろう。

      【００５２】

  図８は、このプロセスを図で示すフローチャート図である。図７で示されるプ

ロセスと同様に、図８でのプロセスは、所望の一様なピクセル明るさ値（ＰＢＶ

）を有すべきイメージを表示することから始める。ステップ８２で、イメージの

第一のサブエリアは取り込まれる及び、サブエリアでのピクセルの全ての明るさ

はＰＢＶの明るさ値を有するために調整される。ステップ８２の後、重なり合う

サブエリアのイメージを取り込むステップ８３は、実行される。この重複するサ

ブエリアは、ピクセル位置の１つ以上のロー又はカラムによって重なるだろう。

ステップ８４で、プロセスは、オーバラップ・エリアでピクセルの明るさと一致

するために新しく獲得されたエリアでピクセルの明るさを調整する。ステップ８

４の後、ステップ８５はエリアがイメージでの最後のサブエリアであるかどうか

決定する。それがそうでないならば、ステップ８３に次のサブエリア及び転送制

御をイメージするために適所にいるカメラを移動するステップ８６へ制御は上で
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説明したように移行する。ステップ８５がイメージでの最後のサブエリアが処理

されたと決定した後、プロセスはステップ８７で終わる。

      【００５３】

  発明者は、ディスプレィデバイスは、ランダムな明るさエラーを示す場合５Ａ

、図、５Ｂ及び７において示される良好な結果を提供する第一のプロセスを決定

し、第二のプロセス、図６及び８において示される。ディスプレィデバイスが明

るさエラーを徐々に移行することを示す良好な結果を提供する。

      【００５４】

  この（私の発明）利益を有しているものは、私の発明を実施するためにハード

ウエアで異なる回路を使用し、又は異なるソフトウェア又はハードエェアとソフ

トウェアとの組み合わせを使用すること等の多数の修正を提供するだろう。添付

の請求項で述べられるように、本発明の範囲内で含まれるような、これらの修正

は解釈されることになっている。

【図面の簡単な説明】

  【図１】

  図１は、時間対光のグラフ及び時間対電圧のグラフである。一定の電流が代表

的なＯＬＥＤ材料に適用されるとき、それは効率減衰を示す。

  【図２】

  図２は、本発明を実施するための例示的なシステムのブロックダイヤグラムで

ある。

  【図３】

  図３は、部分的にアナログ信号指数を実施する際に有効な回路のブロックダイ

ヤグラム形の回路図である。

  【図４Ａ】

  図４Ａは、本発明に従う校正システムの平面図である。

  【図４Ｂ】

  図４Ｂは、図４Ａで示される校正システムの立面図である。

  【図５Ａ】

  図５Ａは、４Ａ図及び４Ｂで示される装置を使用したディスプレィデバイスの
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校正を実施するプロセスの間の、視野及び第一のステップでのカメラ・センタを

示したイメージ図である。

  【図５Ｂ】

  図５Ｂは、図４Ａ及び４Ｂで示される装置を使用したディスプレィデバイスの

校正を実施するプロセスの間の、第二のステップで視野及びカメラ・センタを示

したイメージ図である。

  【図６】

  図６は、４Ａ図及び４Ｂで示される装置を使用したディスプレィデバイスの校

正を実施する第二のプロセスに従った、カメラ視野で２つのサブエリアを示した

イメージ図である。

  【図７】

  図７は、５Ａ図及び５Ｂで示される校正プロセスを説明するために有効な系統

図である。

  【図８】

  図８は、図６で示される校正プロセスを説明するために有効な系統図である。

  【図９】

  図９は、本発明を実施するための代替えの例示的なシステムのブロックダイヤ

グラムである。
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【図１】

【図２】
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【図３】

【図４Ａ】
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【図４Ｂ】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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【国際調査報告】



(35) 特表２００３－５２４８０４



(36) 特表２００３－５２４８０４



(37) 特表２００３－５２４８０４



(38) 特表２００３－５２４８０４



(39) 特表２００３－５２４８０４

─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
   Ｇ０９Ｇ   3/20                                       Ｇ０９Ｇ   3/20           ６７０Ｊ    
   Ｈ０５Ｂ  33/14                                       Ｈ０５Ｂ  33/14                 Ａ    
(81)指定国          ＥＰ(ＡＴ，ＢＥ，ＣＨ，ＣＹ，
ＤＥ，ＤＫ，ＥＳ，ＦＩ，ＦＲ，ＧＢ，ＧＲ，ＩＥ，Ｉ
Ｔ，ＬＵ，ＭＣ，ＮＬ，ＰＴ，ＳＥ，ＴＲ)，ＯＡ(ＢＦ
，ＢＪ，ＣＦ，ＣＧ，ＣＩ，ＣＭ，ＧＡ，ＧＮ，ＧＷ，
ＭＬ，ＭＲ，ＮＥ，ＳＮ，ＴＤ，ＴＧ)，ＡＰ(ＧＨ，Ｇ
Ｍ，ＫＥ，ＬＳ，ＭＷ，ＭＺ，ＳＤ，ＳＬ，ＳＺ，ＴＺ
，ＵＧ，ＺＷ)，ＥＡ(ＡＭ，ＡＺ，ＢＹ，ＫＧ，ＫＺ，
ＭＤ，ＲＵ，ＴＪ，ＴＭ)，ＡＥ，ＡＧ，ＡＬ，ＡＭ，
ＡＴ，ＡＵ，ＡＺ，ＢＡ，ＢＢ，ＢＧ，ＢＲ，ＢＹ，Ｂ
Ｚ，ＣＡ，ＣＨ，ＣＮ，ＣＲ，ＣＵ，ＣＺ，ＤＥ，ＤＫ
，ＤＭ，ＤＺ，ＥＥ，ＥＳ，ＦＩ，ＧＢ，ＧＤ，ＧＥ，
ＧＨ，ＧＭ，ＨＲ，ＨＵ，ＩＤ，ＩＬ，ＩＮ，ＩＳ，Ｊ
Ｐ，ＫＥ，ＫＧ，ＫＰ，ＫＲ，ＫＺ，ＬＣ，ＬＫ，ＬＲ
，ＬＳ，ＬＴ，ＬＵ，ＬＶ，ＭＡ，ＭＤ，ＭＧ，ＭＫ，
ＭＮ，ＭＷ，ＭＸ，ＭＺ，ＮＯ，ＮＺ，ＰＬ，ＰＴ，Ｒ
Ｏ，ＲＵ，ＳＤ，ＳＥ，ＳＧ，ＳＩ，ＳＫ，ＳＬ，ＴＪ
，ＴＭ，ＴＲ，ＴＴ，ＴＺ，ＵＡ，ＵＧ，ＵＺ，ＶＮ，
ＹＵ，ＺＡ，ＺＷ
(72)発明者  アサートン，  ジェイムズ，  エイチ
            アメリカ合衆国，  ニュー  ジャージー
            州，  リンゴーズ，  エヴァーリッツ  ロ
            ード  45
(72)発明者  ステュワート，  ロジャー，  グリーン
            アメリカ合衆国，  カリフォルニア州，  
            モルガン  ヒル，  ヴァインヤード  ブル
            ヴァード  15400，  アパートメント  427
Ｆターム(参考） 3K007 AB11 AB17 DB03 GA04 
                5C080 AA06 BB05 DD05 DD14 EE28
                      FF11 GG12 JJ02 JJ05 JJ06
                      JJ07 



专利名称(译) 用于校准显示设备并且随着时间的推移自动补偿其效率损失的方法和仪器

公开(公告)号 JP2003524804A 公开(公告)日 2003-08-19

申请号 JP2001562472 申请日 2001-02-22

[标]申请(专利权)人(译) 萨尔诺夫公司

申请(专利权)人(译) Sarnoff公司

[标]发明人 シェンジラン
マシーズデニスリー
アサートンジェイムズエイチ
ステュワートロジャーグリーン

发明人 シェン, ジラン
マシーズ, デニス, リー
アサートン, ジェイムズ, エイチ
ステュワート, ロジャー, グリーン

IPC分类号 H01L51/50 G09G3/20 G09G3/30 G09G3/32 H05B33/14

CPC分类号 G09G3/3208 G09G2300/026 G09G2300/08 G09G2310/027 G09G2320/029 G09G2320/0295 
G09G2320/043 G09G2320/048 G09G2320/0693 G09G2360/145

FI分类号 G09G3/30.K G09G3/20.611.H G09G3/20.631.V G09G3/20.641.P G09G3/20.670.H G09G3/20.670.J 
H05B33/14.A

F-TERM分类号 3K007/AB11 3K007/AB17 3K007/DB03 3K007/GA04 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080
/DD14 5C080/EE28 5C080/FF11 5C080/GG12 5C080/JJ02 5C080/JJ05 5C080/JJ06 5C080/JJ07

优先权 60/183950 2000-02-22 US
09/610159 2000-07-05 US

外部链接 Espacenet

摘要(译)

有机LED显示器容易受到不均匀性的影响，具体取决于跨显示矩阵发射
的光的年龄。 因此，有必要快速而准确地校正这种不均匀性。 如果发出
的光衰减遵循指数规律，则可以通过执行累加（即数字积分）来预测光
输出的变化。 在经过的时间中，每个像素的驱动电流基于预测的变化，
并且为每个像素调整驱动电流以补偿衰减。 通过布置光电检测器以测量
从不同像素或同一组发出的光，还描述了其他非均匀性校正。 通过在
X，Y和Z轴上正确放置光电探测器，可以逐渐增加其尺寸，并在每个步
骤中纠正不均匀性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d380bda1-fb78-41b5-9df3-0264b39814ab
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026879679/publication/JP2003524804A?q=JP2003524804A

